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Inventia se referd la fotografia semiconductoare in iradiere coerentd si poate fi utilizatd in holografie, pentru
multiplicarea informatiei optice (de inregistrare holografica sau analogica), in metodele de testare optica nedistructiva.
Este cunoscut procedeul de inregistrare a informatiei in iradiere integralda cu discretizarea imaginii pe stratul
fototermoplastic cu calcogenid de arsenicum la schimbari fotoinduse [1].

Este cunoscut procedeul de inregistrare a doua fronturi de unde pe doua placi foto diferite. La utilizarea unui numar
mare de placi foto devine posibild examinarea unor stari diferite ale obiectului prin metodele de comparatie holografica
cu frontul de unde, care se pastreaza pe una din placile foto [2].

Dezavantajele acestui procedeu constau in lipsa reversibilitatii, prezenta developarii umede §i a tasarii materialului foto,
calitatea suporturilor hologramelor-placilor foto si a calitatii elementelor instalatiei holografice, precum si un consum
mare de plici foto.

Problema pe care o rezolva inventia constd in elaborarea unui procedeu reversibil de inregistrare a informatiei, care
permite de a compara prin metode optice nedistructive starea prezentda a obiectului cu cea initiala (cand obiectul este
neincarcat sau etalon), atat in lumina refractata, cat si in cea reflectata.

Esenta inventiei constd in faptul cd inregistrarea imaginii starii initiale a obiectului se efectueaza prin metoda de
schimbari fotoinduse in semiconductorul calcogenic sticlos al purtatorului fototermoplastic, iar imaginile ulterioare se
inregistreaza, fiecare separat, in regim reversibil fototermoplastic, pe suprafata stratului termoplastic TP, iar pe
suprafata lui producandu-se totodatd developarea imaginii latente, care se pastreazd pe semiconductorul calcogenic
sticlos SCS.

Inventia se explica prin fotografiile din fig. 1...6.

Exemplul 1 este ilustrat n fig. 1, care reprezinta fotografia spectrului retelei de reflectie cu TP si a retelei din SCS
developate pe TP.

Exemplul 2. Purtatorul fototermoplastic PFTP, care reprezinta o structurd multistrat: un suport flexibil de lavsan, un
electrod metalic transparent din crom (coeficientul de permeabilitate 60% pentru A=0,63 pm), deasupra caruia este
depus un strat fotosensibil de semiconductor calcogenic sticlos (prin metoda de evaporare in vacuum) — o solutie solida
de (As2S3)0.3(As2Ses)o7, un strat de butilmetacrilat cu acrilonitril in raportul 50:50 (BMA-50) este dizolvat in tuluol si in
faza lichida se depune pe fotosemiconductor. Grosimea acestor straturi este, respectiv, de 75 pm, 10 um, 1,8 pm si 0,8
um.

Laserul He-Ne (A=0,63 um, Pjc,=24 mW). in calitate de obiect a fost utilizata lentila cumulativa din sticla (F=70 mm).
Alegerea acestui obiect permite destul de simplu de a obtine interferograma obiectului fazic prin schema lui Late-
Upatnex si de a o interpreta usor.

La inregistrarea frontului de undé plan in timpul primei expozitii (conditia necesara la interferometria obiectelor fazice)
in regim de transformari fotostructurale n stratul de semiconductor calcogenic sticlos SCS al PFTP se formeaza o retea
holografica difractionala RHD. Stratul de termoplastic in timpul dat este transparent si neinregistrabil. Pe parcursul a 40
de minute se formeazi RHD, primul maximum difractional al cireia este demonstrat in fig. 2. Inainte de expozitia a
doua in fluxul laser este amplasat obiectul (metoda de interferometrie a obiectelor fazice) — lentila cumulativa. Distanta
intre PFTP si lentild este egald cu 2F. In timpul celei de a doua expoxzitii, care se efectueazi in regim de inregistrare
fototermoplastic (t=5s, T=65°C, U=6kV) s-a inregistrat holograma sursei punctiforme — lentila holografica.

Fotografia fluxului laser care trece prin lentila holografica si care se formeaza pe stratul termoplastic al PFTP (pentru o
ilustrare mai clara, reteaua in SCS nu s-a inregistrat in mod intentionat) este demonstrata in fig. 3 (distanta intre PFTP si
ecran >>2F, fluxul de dispersie este format de lentila de dispersie).

Se restabilesc independent doua imagini holografice — frontul de unda plan al RHD si frontul de unda de dispersie al
lentilei holografice (distanta dintre PFTP si ecran >>2F) fig. 4 si fig. 5. in caz ca frecventa spatiala a RHD apartine
diapazonului de frecvente spatiale ale spectrului lentilei, atunci se observa o scadere (vezi interferograma fig. 6 a
obiectului fazic).

Acum, dupi stergerea termica a reliefului imaginii pe stratul termoplastic al PFTP, se pot inregistra noi stari ale
obiectului (sau alte obiecte), concomitent imaginea in SCS se pastreaza si se va developa pe stratul termoplastic la fiece
inregistrare in regim FTP.

Procedeul permite de a majora informativitatea datoritd abilitatii de reconstruire atat in lumind reflectata, cat si in cea
refractata, de a reduce consumul de purtdtor datoritd inregistrarii reversibile, de a majora operativitatea metodei de
la lumina 107...10°J/cm®. Acest fapt este atins prin inregistrarea fototermoplastica reversibild continui a imaginilor
optice ale starilor obiectului multiplu schimbate, care este urmata la fiecare inregistrare suplimentar si developarii uneia
si aceeasi imagini ascunse inregistrate anterior a unei stri anterioare a obiectului (etalon sau obiect in stare liberd), care
se pastreaza in semiconductorul calcogenic sticlos al purtdtorului fototermoplastic.



